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本研究の目的

1. 上流側ポテンシャル障壁の時間変化による一部イオンの

全エネルギーHの増加量ΔHのΔφiu、Δtr依存性を調べる

2. 閉じ込められたイオン群の軸方向振動(ℓ=1モード)周波数faof

のポテンシャル形状(外部電位φE)依存性を調べる

 本研究の背景

[2] E. Sarid, F. Anderegg, and C. F. Driscoll: Phys. Plasmas 2, 2895 (1995).

・ イオンプラズマ生成時にトラップから一部イオンが漏出する
・そのイオン漏出は2つの物理機構によって生じている[1]
①上流側ポテンシャル障壁の時間変化による一部イオン群の
全エネルギーHの増加

②軸方向振動(ℓ=1モード)するイオン群による一部イオンの押し出し
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[1] H. Himura, S. Kawai, K. Akaike, S. Okada, J. Aoki, S. Masamune: Phys. Plasmas 24, 102129 (2017).

 実験結果

1. 全エネルギーHの増加量ΔHのΔφiu、Δtr依存性

2. 軸方向振動数faofのポテンシャル形状(外部電位φE)依存性

外部電位φE (V)

・全エネルギーHの増加量ΔHは上流側

障壁の増分Δφiuが大きくなるにつれて

増加する

・また、上流側障壁の立上り時間Δtrが

長くなるにつれて減少する

軸方向振動数faof

イオン漏出周波数fmlf

軸方向振動モード

・外部電位φEの値を大きくすると、

軸方向振動数faofの値は増加していく

・ 軸 方向振動数 faof と イ オ ン漏出

周波数 fmlfは一致している

・それら振動数は軸方向振動モード

(Dubin’s(1,0)モード [1]) と矛盾して

いない
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一部イオンが漏出する[1,2]

5 eV

立上り時間
Δtr ~ 5 µs
上流側障壁の増分
Δφiu ~ 18.5 V
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